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1 Descricao do projeto

Este projeto consiste na caracterizacdo da morfologia superficial e do angulo de corte de substra-
tos de SrTiO3 (001) ap6s tratamento quimico e térmico. A caracterizagdo serd feita principalmente
por medidas de microscopia de forca atdbmica (AFM) e difracao de raios-X (DRX).

O SrTiO3 é um 6xido com estrutura perovskita muito utilizado como substrato para cresci-
mento de filmes finos de diversos materiais. Na direcdo (001), o SrTiO3 pode ter dois tipo de ter-
minacoes: TiO, ou SrO, conforme representado na figura 1. Os substratos comprados apresentam
superficie rugosa e com os dois tipos de terminacao, de forma que eles devem ser tratados para
o crescimento epitaxial de filmes finos. Os processos apresentados na literatura para este trata-
mento, apesar de similares, possuem divergéncias consistentes em relacdo ao uso do 4cido para

etching quimico, e no tempo e temperatura de aquecimento dos substratos. [1-3]
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Figura 1: Representacao da estrutura do SrTiO3: (a) Célula unitéria do cristal (b) Possiveis termi-
nacoes do no plano (001). Na parte superior, terminac¢do TiOy; na parte inferior, terminagao SrO.

Além dos parametros utilizados durante o tratamento, o angulo de corte dos cristais, dado
entre as normais da superficie e dos planos cristalograficos, é referenciado como um dos fatores
que determinam a morfologia superficial [4]. Como pode ser observado na figura 2, o angulo de
corte (a) estd relacionado com a largura (L) e a altura (H) dos terragos na superficie pela expressao
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a = atan(H/L). Desta forma, a largura dos terragcos gerados apos tratamento estd diretamente

ligada ao angulo de corte.

Figura 2: Representacdo do angulo de corte (@) de um cristal. Imagem adaptada de [4].

Pretendemos calcular o valor do angulo de corte de diferentes substratos através de medidas
de XRD, afim de observar se ha uma correlacao entre este valor e os parametros de tratamento
necessdrios para a obtenc¢ao de uma superficie adequada para crescimento. Desta forma, preten-
demos otimizar o processo de tratamento ja utilizado, adequando-o a diferentes faixas de angulo
de corte. Apo6s este estudo, prosseguiremos para a préxima etapa deste projeto, que é o cresci-

mento de filmes finos de La,CuQO4, nos substratos de SrTiOs.

2 Importancia do trabalho

Através deste projeto, a aluna terd contato com diferentes técnicas experimentais, principalmente
AFM e XRD, e com o tratamento de seus dados. Com isso, serd possivel desenvolver e aplicar
conhecimentos de fisica de superficies e de difracao.

Na continuac¢do deste projeto, pretendemos crescer filmes supercondutores de La,CuQOy4, so-
bre SrTiOs, e caracterizd-los quanto ao seu estado de superficie por espectroscopia de fotoemis-
sdo resolvida em angulo (ARPES). Para o crescimento destes filmes, precisamos de substratos com
terminacdo tnica de TiO, e com superficie organizada em terragos atdmicos, uma vez que as ca-

racteristicas superficiais dos substratos tém grande influencia nas propriedades dos filmes. A ca-



racterizacdo do angulo de corte a ser desenvolvida neste projeto visa a obten¢do de substratos
com estas caracteristicas, sendo portanto fundamental para o futuro crescimento dos filmes de

Lag CuO4+ .
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